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摘要(译)

本发明公开了一种液晶显示面板的检测方法，具体为：在成盒制程阶段
使用的1D1G点灯检测中，每个扫描周期分为第一子周期和第二子周期；
在第一子周期，第一组扫描线输送第一扫描驱动信号，且第一组数据线
输送第一检测信号，第二组数据线输送第二检测信号；在第二子周期，
第二组扫描线输送第二扫描驱动信号，且第一组数据线输送第二检测信
号，第二组数据线输送第一检测信号。通过以上方式，本发明能够在成
盒制程阶段使用1D1G点灯检测方法对液晶显示面板的影像残留进行拦
检，增强缺陷检出能力，提升良率。
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